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1.1.2　破壊につながるノイズ（サージ）

ノイズ（サージ）によってシステムデバイスが破壊される場合がある。

サージは，自然界で発生するものと，システム動作時に発生するものとがあり，

その大きさにひらきがあるが，半導体デバイスヘの印加のされ方によってはいず

れも十分デバイスの破壊を引き起こさせるものである。

自然界で発生するものには，雷サージと，静電気サージがある。システム動作

時に発生するサージの多くは，大電力を使用する機械類から発生する。

（1）雷サージ

雷サージ，すなわち落雷によるサージは，サージの中でもっとも大きなエネル

ギーを持ったもので，システムに侵入した場合，内部デバイスを破壊する。

システムに直接か，きわめて真近に落雷することの多いシステムは，屋外に設

置しなければならない信号機や，遠隔操作システムであろう。

これらに使用する素子は，サージ強度の高い物が要求されるし，システムとし

てできるだけ，デバイスを外にさらさない工夫と，落雷サージが中に入り込まな

い工夫を施す必要がある。

また，直接雷サージがシステムに落ちないまでも，比較的近距離の，しかも同

じ給電系統に属するところに設置されるシステムは，その給電系統（電源ライン）

を通して，サージが侵入することが多いので，システム電源への対策は，十分に

行わなければならない。

電源ラインからのサージによる破壊は，

整流素子の破壊→安定化素子の破壊→システムデバイスの破壊

という道筋で進むが，サージ耐量および配線引き回しなどの関係で，時として直

接システムデバイスを破壊させることがあるので注意が必要である。

制御部から他の機器を制御する場合，または，遠く離れた場所から信号を受け

る場合，すなわち入出力ラインを引き出している場合，このラインからサージが

入ることもある（図 1.2 参照）。
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通常出力ラインなどにはあまり配慮をしないことが多いので，サージ侵入を予

測し，出力ラインの駆動デバイスは，サージ耐量の大きいものを選定したり，リ

レーなどによる駆動とすべきである。

電源ラインに乗る雷サージは，その伝送途中で多くのエネルギーは減衰してし

まうが，図 1.3のように，商用電源の波形の上にいろいろな形で重畳してくる。
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図1.2　雷によるサージの侵入径路

図1.3　電源に乗ってくる各種ノイズ
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